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Uktad umozliwiajacy bezposredni odczyt procentowej odchytki rezystancii
mierzonej mostkiem Thomsona

Przedmiotem wynalazku jest uktad umozliwiajacy bezposredni odczyt procentowej odchytki rezystancji
mierzonej mostkiem Thomsona od wartosci znamionowej.

Stan techniki. W mostku Thomsona gatqZ pradowa tworzy szeregowe potaczenie czterozaciskowego
rezystora wzorcowego Ry z czterozaciskowym rezystorem mieszanym R,. Gafaz ta zbocznikowana jest szerego-
wo potaczonymi rezystorami R; i R;, przy czym rezystor R; jest rezystorem nastawnym, a R, statym.
Pomiedzy wewnetrzne zaciski napieciowe rezystordw R, i Ry zataczona jest gataz ztozona z szeregowego
potaczenia rezystoréw R,’ oraz R,’, przy czym rezystor R,’ jest rezystorem nastawnym, a R,’ statym.
Rezystory nastawne R; oraz R,’ sg ze sobg sprzeZone, jedne ich zaciski sg potaczone z zaciskami napieciowymi
rezystora mierzonego R,, w pomiedzy drugie zaciski, potaczone odpowiednio z rezystorami R, oraz R,’,
zataczony jest galwanometr stanowiacy wskaznik stanu rownowagi mostka.

Po zréwnowaieniu mostka w obecnym wykonaniu nie otrzymuje sie¢ bezposrednio wyniku pomiaru
np. w postaci odczytu z pokr@tet rezystora nastawnego, lecz konieczne jest podstawienie odczytanych wartosci
do odpowiedniego wzoru i dokonanie stosownych przeliczer.

Dla mostka Thomsona znana jest zalezno$¢ okreslajagca warunek réwnowagi mostka
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jezeli jednoczesnie jest spetniony warunek dodatkowy, dotyczacy stosunku rezystancji gatezi pomocniczych do

rezystancji gatezi stosunkowych
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W zastosowaniu do mostkéw laboratoryjnych rezystory R, oraz R,’ wykonuje si¢ w postaci rezystorow
dekadowych o sprzezonych przetacznikach, a wynik pomiaru oblicza sie z zaleznosci

fn | ' Rx = Rnp-

Uktad taki jest do przyjecia w przypadku pojedynczo wykonywanych pomiar6w laboratoryjnych,
natomiast konieczno$é wykonywania dodatkowych przeliczeri stanowi wade i niedogodnosé znanych uktadéw
"varzyp’adku seryjnego wykonywania doktadnych pomiaréw majacych na celu ustalenie procentowych odchytek
mierzonej rezystancji od wartosci znamionowej.

Celem wynalazku jest usuniecie wymienionej wady i niedogodnosci poprzez wprowadzenie zmian w ukta-
dzie mostka Thomsona.

Istota wynalazku polega na tym, Ze rezystory nastawne ztozone sq z dwu zataczanych przetgcznikiem
znaku odchytki gatezi zawierajacych szeregowo potaczone rezystory jedno lub wielodekadowe o petnych lub
niepetnych dekadach oraz dwa rezystory state o wartosciach rezystancji zaleznych od zakresu mierzonych
odchytek procentowych i tak dobranych, Ze po zréwnowazeniu mostka z potozenia przetacznikdw rezystoréw
odczytuje si¢ bezwzgledna warto$é¢ procentowej odchytki rezystancji od wartosci znamionowsj, a potozenia
przetacznika znak odchytki. Postugujac si¢ uktadem wedtug wynalazku mozna bezposrednio pomierzyé
procentowsg odchytke ‘rezystancji od wartosci znamionowej bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek
przeliczer.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia uproszczony schemat ideowy mostka Thomsona, fig. 2 schemat ideowo-montazowy gatezi zawierajacej
nastawny rezystor o podwdjnych dekadach, fig. 3 schemat ideowo-montazowy gatezi zawierajgcej nastawny
rezystor o pojedynczych dekadach.

Do zaciskow 8 i 9 wtasciwego mostka pomiarowego dotaczone jest nie uwidocznione na rysunku zrédto
statego napigcia zasilajagcego. W sktad mostka wchodza: rezystor badany 1 o rezystancji réwnej Ry, rezystor
wzorcowy 2 o rezystancji Ry rownej znamionowej rezystancji rezystora badanego, galwanometr G5, dwa state
rezystory 3 oraz 4 o jednakowej wartosci rezystancji R, = R,’ oraz dwa jednakowe rezystory nastawne 6 i 7
o rezystancjach R; = R;’. Zmiana rezystancji rezystoréw nastawnych 6 i 7 odbywa sie réwnoczesnie np. za
pomocy jednego pokretta. _

W sktad rezystora nastawnego wchodzg przetacznik 14, za pomocq ktérego moina dowolnie wiaczac
w obwéd gérng a lub dolng b gataz, staty rezystor 15 o wartosci rezystancji rownej 1.000 R,, staty rezystor 16
o wartosdci rezystancji réwnej 0,901 R,, podwdjny rezystor dekadowy 17 o rezystancji réwnej 9 x 0,01 R,, dla
ktérego kolejne pozycje styku ruchomego oznaczono 0, 1,2...9 oraz podwdjny rezystor 18 o rezystancji
9 x 0,001 R,, dla ktérego kolejne pozycje styku ruchomego oznaczono 0, 1, 2...9.

Zamiast rezystora nastawnego zawierajgcego pojedynczy przetacznik 14 znaku odchytki i podwdjne
dekady 17 i 18 mozna pomiedzy zaciski A iB 10i 11 wzglednie A'iB’12i 13 mostka witaczy¢ rezystor
nastawny zawierajacy podwdjny sprzezony przetacznik znaku odchytki 14 i pojedyncze dekady 19 i 20. W sktad
oporu nastawnego wchodza: staty rezystor 15 o wartosci rezystancji 1,000 R,, staty rezystor 16 o wartosci
rezystancji 0,900 R,, rezystor dekadowy 19 o rezystancji 9 x 0,01 R,, dla ktérego kolejne pozycje styku
ruchomego oznaczono 0, 1, 2...9 oraz rezystor dekadowy 20 o rezystancji 10 x 0,001 R,, dla ktérego kolejne
pozycje styku ruchomego oznaczono 0, 1, 2...9, 10. ’

Stosujac rezystor nastawny mozna mierzy¢ odchytki rezystancji zawarte w granicach od —9,9% do +9,9%.
Dla przetacznika 14 w potozeniu gérnym a iodpowiadajgcym dodatniej .+’ odchytce rezystancji R, od
wartosci znamionowej, rezystancja gatezi zawartych pomiedzy zaciskami 10 i 11 oraz 12 i 13 jest réwna

R, =R," =R, + kX 0,01 R, +n X 0,001 R,

(gdzie: k =0, 1, 2..9 oraz n = 0, 1, 2...9) w zaleznosci od ustawienia pokretet rezystoréw dekadowych. W tym
przypadku z potozenia pokretet rezystor6w dekadowych, dla ktérych uzyskano zréwnowazenie mostka, mczna
bezposérednio odczytaé procentowq odchytke mierzonej rezystancji R, od wartosci znamionowej.

Dla przetacznika 14 w potozeniu dolnym b, ktére odpowiada ujemnej ,,—'' odchytce mierzonej rezystan-
cji R; od wartosci znamionowej, rezystancja gatezi zawartych pomigdzy zaciskami 10i 11 oraz 12 13 jest
rébwna

R] =R1'=R2—(kX0,01 R2 +nX0,001 Rz
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w zaleznosci od ustawienia pokretet rezysforéw dekadowych.
Tak wiec znak odchytki odczytuje sie z potozenia przetacznika 14, a warto$¢ procentowej odchyfki

z potozeri pokretet rezystoréw dekadowych 17 i 18 lub 19 i 20, ktére sa oznaczone x 1% oraz x 0,1%.

Zmiana zakresu pomiarowego albo skoku odczytu odchytki, wzajemnego usytuowania rezystoréw statych
i dekadowych w uktadzie mostka, jak rowniez zastgpienie rezystoréw statych kombinacja szeregowego lub
rownolegtego potaczenia rezystoréw nie ma wptywu na istote wynalazku.

Zastrzezenie patentowe

Uk+tad umozliwiajacy bezpos$redni odczyt procentowej odchytki rezystancji mierzonej mostkiem Thomsori.
wyposazonym w rezystor wzorcowy o rezystancji réwnej znamionowej rezystancji mierzonego obiektu, dwa state
rezystory stosunkowe o jednakowych wartosciach rezystancji oraz dwa sprzezone rezystory nastawne, zna-
mienny tym, Zze rezystory nastawne (6,7) ztoZzone sq z dwu zatgczanych przetacznikiem (14) znaku
odchytki gatezi zawierajacych szeregowo potaczone rezystory jedno lub wielodekadowe (17, 18), (19, 20)
o petnych lub niepetnych dekadach oraz dwa rezystory state (15, 16) o wartosciach rezystancji zaleznych od
zakresu mierzonych odchytek procentowych itak dobranych, e po zréwnowazeniu mostka z potozenia
przetacznikéw rezystoréw odczytuje si¢ bezwzgledng wartosé¢ procentowej odchytki rezystancji od wartosci
znamionowej, a z potozenia przetgcznika (14) znak odchy+tki. ’

Fig. 1
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